Karta (sylabus) medutu—/przedmiotu
Transport
Studia | stopnia

Przedmiot: Metrologia

Rodzaj przedmiotu: Podstawowy/obowigzkowy
Kod przedmiotu: TR1INO014701
Rok: I

Semestr: 1

Forma studiow: Studia niestacjonarne
Rodzaj zaj e€ i liczba godzin 18

W semestrze:

Wyktad 9

Cwiczenia

Laboratorium 9

Projekt

Liczba punktéw ECTS: 2

Sposbb zaliczenia: zaliczenie

Jezyk wyktadowy: Jezyk polski

Cel przedmiotu

C1 | Zapoznanie studentéw z podstawowg wiedzg z zakresu metrologii

co Przygotowanie studentéw do projektowania, analizy i interpretaciji wynikow
eksperymentu

Wymagania wst epne w zakresie wiedzy, umiej etno sci i innych kompetencji

Z zakresu fizyki; identyfikuje i definiuje podstawowe wielkosci fizyczne oraz

1| zwigzki miedzy tymi wielkosciami

Z zakresu matematyki; definiuje podstawowe pojecia geometryczne,
2 |trygonometryczne i statystyczne rozktadu Gausa i Studenta oraz rachunku
pochodnych funkgji

Posiada podstawowe umiejetnosci wykorzystywania informatyki do
gromadzenia, prezentacji i analizy danych

Efekty ksztalcenia

W zakresie wiedzy:

EK 1 | Opisuje i wyjasnia system wielkosci, zwigzki miedzy wielkosciami

EK 2 | Opisuje i wyjasnia metody pomiarow wielkosci

EK 3 | Zna metody ilosciowej analizy i oceny doktadnosci pomiaréw

W zakresie umiejetnosci:

EK4 | Planuje procedury gromadzenia, prezentacji i analizy wynikoéw eksperymentu

EK5 | Wybiera optymalne metody pomiaru wielkosci, szacuje ich doktadnos¢

EK6 | Postuguje sie przyrzgdami i systemami pomiarowymi, ocenia ich stan

W zakresie kompetencji spotecznych:

Zachowuje ostroznosc i uczciwos$c¢ opartg na faktach w formowaniu opinii i
oceny,

EK7

EK8

zadania

Pracuje samodzielnie i w zespole, wykazuje odpowiedzialnos¢ za powierzone




Tresci programowe przedmiotu

Forma zaj e¢ — wyklady

Tresci programowe

Podstawowe pojecia metrologiczne: cechy, wielkoSci, wymiar wielkosci,.

wi System wielkosci i jednostek miar

Podstawy prawne metrologii, formy kontroli przyrzgdéw pomiarowych.

W2 System znormalizowanych tolerancji wymiarow

W3 Model pomiaru zdeterminowany, doktadnos¢ pomiaru, klasa przyrzgdu.

Model pomiaru probabilistyczny, rozktad wynikéw, niepewnos$¢ pomiaru,

w4 .
tolerancja statystyczna

W5 Metc_)dy pomiaru, doktadno$¢ metody. Optymalna niepewnosc przyrzgdu
pomiarowego

W6 Systemy pomiarowe, przetworniki wielkosci, wtasciwos$ci metrologiczne.

Techniki pomiarow elementéw geometrycznie ztozonych

W7 Podstawy statystycznej kontroli jakosci. Karty kontrolne

W8 | Strategia pomiaréw, sposoby pozyskiwani informacji

Forma zaj ¢ — éwiczenia

Tresci programowe

cwi

Forma zaj e¢ — laboratoria

Tresci programowe

L1 Komputerowy system pomiaru odchytek ksztattu i wymiaru

L2 Pomiar parametréw gwintu metrycznego

L3 Pomiar krzywki

L4 Badanie zgodnosci rozktadu wtasciwosci w populacji z rozktadem
normalnym

L5 Ocena btedow systematycznych w pomiarach bezposrednich

Forma zaj e¢ — projekt

Tresci programowe

P1

Metody dydaktyczne

1 |Wpykiad z prezentacjg multimedialng

Analiza projektow doswiadczen i praktyczna ich realizacja w grupach 2,3
osobowych

3 | Prezentacja sposobu wykonania trudniejszych zadan

Obcigzenie prac g studenta

. . Srednia liczba godzin na zrealizowanie
Forma aktywnosci 9

aktywnosci
Godziny kontaktowe z wyktadowc 3, [Podac tgczng liczbe godzin
w tym: kontaktowych z wyktadowcg]
udziat w wyktadach, 18
udziat w laboratoriach
Konsultacje 2
Praca wiasna studenta, w tym:
przygotowanie do laboratorium, 17

wykonanie projektu

przygotowanie do zaliczenia wyktadu 15

Laczny czas pracy studenta 50




Sumaryczna liczba punktow ECTS dla 5
przedmiotu:

Liczba punktow ECTS w ramach zajeé

o charakterze praktycznym (éwiczenia, 1
laboratoria, projekty)

Literatura podstawowa

Kujan K.: Techniki, miernictwo i elementy systemow pomiarowych budowie
maszyn. WPL, (2000),

Kujan K.: Technika i systemy pomiarowe w budowie maszyn laboratorium. WPL,
(2004),

Jakubiec W. Malinowski J. Metrologia wielkosci geometrycznych. W N T
3 | Warszawa 2004

Literatura uzupetniaj aca

red. Humienny Z.: Specyfikacje geometrii wyrobéw - wykiad dla uczelni

1 technicznych. Oficyna Wydawnicza PW Warszawa 2007
> Biatas S.: Metrologia Techniczha z podstawami tolerowania wielkosci
geometrycznych dla mechanikéw. Oficyna Wydawnicza P W Warszawa 2006
Macierz efektow ksztalcenia
Odniesienie
danego efektu
ksztalcenia do
Efekt efektow Cele Tresci Metody Metody
ksztatcenia | zdefiniowanych | przedmiotu | programowe | dydaktyczne oceny
dla catego
programu
(PEK)
TR1A W14++
EK1 TR1A W03+ C1,C2 [W1, L1] 1,2,3 01, 02
TR1A W14++ [W3,W5, L3,
EK 2 TR1A W02+ C1,C2 L4] 1,2,3 01, 02
TR1A W14++
EK 3 TR1A W01+ C1,C2 [W5,W7, L3] 1,2,3 01, 02
TR1A UO7++
EK 4 TR1A UOL+ C1,C2 [W1, L6] 1,2,3 01, 02
TR1A UO7++ [W7, W8,
EK 5 TR1A U08+ C1,C2 L2] 1,2,3 01, 02
TR1A UO7++
EK 6 TR1A U08+ C1,C2 [W5, L3,L4] 1,2,3 01, 02
TR1A KO4++
EK7 TR1A K06+ C1,C2 [W8,L4] 1, 2, 01, 02
TR1A KO4++
EK 8 TRIA KO3+ C1,C2 [W2, L2, L5] 2 01, 02




Metody i kryteria oceny

Symbol
metody Opis metody oceny Prog zaliczeniowy
oceny
01 [Zaliczenie pisemne z wykladow [50%)]
02 [Sprawozo!anla z wykonanych doswiadczen [100%]
laboratoryjnych
Autor . Ly .
programu: Dr inz. Elzbieta Jacniacka

Adres e-mail:  e.jacniacka@pollub.pl

Jednostka

organizacyjna:

Katedra Podstaw In zynierii Produkcji




